












































专利名称(译) 超声波诊断装置及其控制方法

公开(公告)号 US20190125300A1 公开(公告)日 2019-05-02

申请号 US16/093372 申请日 2016-11-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 KONG DONG GEON
CHOI SEONG HYEON
LEE HYOUNG KI

发明人 KONG, DONG-GEON
CHOI, SEONG-HYEON
LEE, HYOUNG-KI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08

CPC分类号 A61B8/42 A61B8/485 A61B8/463 A61B8/4488 A61B8/08 A61B8/54 A61B8/4411 A61B8/4427 A61B8
/488 A61B8/56 A61B8/58 A61B5/00

优先权 1020160044936 2016-04-12 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种超声波诊断装置，包括探头，该探头被配置为通过向对象照射
第一频率的第一聚焦光束来引起物体组织中的位移;处理器，被配置为获
得已经引起位移的物体的第一超声图像;基于所获得的第一超声图像确定
诱导位移是否合适;当诱导位移不合适时，控制探头将不同于第一频率的
第二频率的第二聚焦光束照射到物体上，以引起物体组织中的位移;并且
处理由第二聚焦光束引起位移的物体的第二超声图像。
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